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Przedmiotem wynalazku jest uklad optyczny fo-
toelektrycznych przyrzadéw pomiarowych, stosowa-
nych w fotometnii, kolorymetrii i spektrofotometrii.

W dotychczasowych mozwigzaniach ukladéw op-
tycznych przyrzadéow fotoelektrycznych, przestona
z otworem ograniczajacym kat widzenia przyrzadu
umieszczona byla w statej odleglosci od odbiormika
promieniowania, a ostry obraz badanego Zrédla
na przestonie uzyskiwano przez przesuwanie obiek-
tywu wzgledem przestony.

Rozwigzania takie majga nastepujgce wady: kazdy
przekréj poprzeczny strumienia §wietlnego za
plaszczyzng obrazows ukladu optycznego zmie-
nia swoja powierzchnie przy zmianie odleglo$ci
zrédla $wiatla od przyrzadu, a przy mieré6wnomier-
nym rozkladzie luminancji Zrédla Swiatla przekroje
poprzeczne istrumienia $wietlnego za plaszczyzng
obrazowa majg takze mnier6wnomierny mrozklad
luminancji.

‘W wyniku tych wad pomiar moze byé obarczony
znacznym bledem wynikajgcym z nieré6wnomier-
nego o$wietlenia odbiornika promieniowania, ogra-
niczone jest stosowanie szeregowo réwmnolegltych i
ré6wnoleglych zestawoéw filtréw korekcyjnych umo-
zliwiajgcych dokladne dopasowanie czuloSci wid-
mowej odbiornika promieniowania do zadamej
krzywej oraz ograniczone jest ze wzgledu na biedy
pomiiaru stosowanie interferencyjnych filtréw kli-
nowych bardzo dogodnych do stosowamnia w prze-
noénych spektrofotometrach.
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Stosowany dotychczas sposéb usuniecia tych wad
polegajacy na umieszezeniu plytki rozpraszajgcej
Swiatlo lub kulki Ulbrichta miedzy plaszczyzna
obrazowa ukladu optycznego a odbiornik promie-
niowania powodowal! 10—30-krotne zmniejszenie
iloSei §wiatla dochodzacego do odbiornika.

Uklad bedacy przedmiotem wynalazku usuwa
wyzej wymienione wady i bledy i pozwala na
uzyskanie oéwietlenia odbiornika promieniowania
w spos6b réwnomierny, bez zasadniczych strat
Swiatla i ma stalej powiierzchni, bez wzgledu na
nieréwnomierno§é rozkladu luminancji i na odle-
ghos¢ badamego Zrodia $wiatla od przyrzadu pomia-
rowego, dzieki zastosowaniu przeslony zamocowa-
nej przesuwnie wzgledem obiektywu i odbiornika
promieniowania oraz dodatkowe]j soczewki miedzy
przestong a odbiornikiem.

W ukladzie optycznym wedlug wynalazku zasto-
sowano urzadzenie przesuwajgce przeslone oraz
dodatkowg soczewke, tworzaca obraz Zrenicy wej-
Sciowej obiektywu na powterzchni odbiormika pro-
mieniowania lub innej, ktéra ma byé oswietlona
réwnomiernie i ma statej powierzchni. '

Przedmiot wynalazku jest objasniony na podsta-
wie przykladowego rozwigzamia przedstawionego
schematycznie na rysunku. Uklad optyczny sklada
sie z czterech zasadniczych czlonéw: obiektywu 5,
urzadzenia 1 przesuwajgcego przeslone 2, soczewki
7 i odbiornika 8.
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Urzadzenie 1 przesuwa przestong 2 z otworem 3
ograniczajgcym kat widzenia do plaszczyzny obra-
zowej 4 obiektywu 5, w ktérej znajduje sie obraz
badanego Zrédla $wiatla 6. Przez otwér 3 przecho-
dzi wigzka $wiatla z wybranego do badania ele-
mentu powierzchni zrédia i skupiona jest przez
soczewke 7 na powierzchni odbiornika promienio-
wania 8. Wzajemne Tozmieszczenie obiektywu 5,
soczewki 7 1 odbiornika 8 jest takie, Ze soczewka
tworzy obraz Zrenicy wejSciowej obiektywu na
powierzchni odbiornika,

Poniewaz odleglo$ci w jakich umieszczone jest
zr6dio Swiatla od obiektywu przyrzadu przy prze-
prowadzeniu pomiaréw sg zawsze wielokrotnie
wieksze od wymiaréw badanego elementu Zrédia
§wiatld,-to baddny element Zrédla jest praktycznie
zrédlem punktowym. Wobec tego Zrenica wejscio-
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wa obiektywu wypelniona jest r6wnomiernie Swiat-
lem badanego elementu powierzchni, a tym samym
powierzchnia, na ktérej utworzony jest obraz Zreni-
cy wejSciowej obiektywu jest oSwietlona w sposéb
réwnomierny. Straty $wiatla wynikle z ustawienia
soczewki mna drodze wigzki Swietlnej sg rzedu
20%o.

Zastrzezemie patentowe

Uklad optyczny fotoelektrycznych przyrzadéw
pomiarowych zawierajgcy obiektyw i przeslone
ograniczajacag kat widzenia obiektywu znamienny
tym, ze przestona (2) zamocowana jest przesuwnie
wzgledem obiektywu (5) i odbiornika promienio-
wania (8), przy czym pomiedzy przeslong (2) a
odbiornikiem (8) umieszczona jest soczewka sku-
piajaca (7).
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